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 図7Poly-d漉thylsiloxaneの聯LS賂正(上)
 負(下)イオンマススペクトル
 以上、無機化合物からのGa一次イオ㎜LS'賂のフラグメントパターンは化合物構成元素の電気陰性度と、それらの
 価数パラメーターとする出現蜆剛性を示すこ』とが認められた。標準物質が入手できない表面汚染物質の分析などに本分
 析法は有効に応用できる。
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 論文審査結果の要旨
 本論文は、Gaを一次イオンとする飛行時間型質量分析法(TOF-SI醒S)のスペクトルパター
 ンを系統的に測定して、そのフラグメンテーションの規則性を見いだし、さらに分析応用
 を示したものである。全体7章から構成される。
 第1章は緒書であり、研究の背景とTOF-SIMSの測定原理や装置構成について述べている。
 第2章から第6章までが実験結果をまとめたものであり、第2章は、試料として各種金
 属を用いた場合のフラグメンテーションパターンの実測とその解釈について論じている。
 純金属試料については、一次イオンとして試料表面に照射されるGaとの熱化学的反応(合
 金化、共晶/固溶体/金属間化合物)を想定することにより説明できることを明らかにし
 た。また、従来より純金属として公表されているTOF-S工団Sスペクトルのなかには、表面汚
 染や表面偏析層のスペクトルを含むものがあることを明らかにした。
 第3章は、試料として各種金属のハロゲン化物および酸化物を用いた場合のフラグメン
 テーションパターンの解析を行った結果である。これらの化合物では、正/負イオンのフ
 ラグメント種の組成式は構成元素の電気陰性度、価数、および個数を考慮したときの電荷
 のバランスにより説明できることを明らかにし、その規則性を見いだした。
 第4章は、試料として各種金属の硫酸塩、硝酸塩、硫化物を用いた場合のフラグメンテ
 ー ションパターンの解析を行った結果である。これらの化合物に関しても、酸化物におい
 て見いだしたフラグメント出現の規則性が成立することを明らかにした。
 第5章は、前2章にて見いだしたフラグメント出現の規則性を用いると、未知の化合物
 の同定や、同位体存在比も考慮した場合には定量分析への応用竜)可能であることを示した
 ものである。
 第6章は特殊な化合物の解析結果と、環境分析への適用について論じている。
 第7章は総括である。
 TOF-SIMSにおいて観察される質量スペクトルは、多種類のフラグメントイオンが放出さ
 れるため、非常に複雑で、解析に時間と経験を要していた。本研究は、そのμ.1現規則性を
 多数の無機化合物の測定結果より発見したものである。従来は存在しなかった出現予測を
 はじめて成し得たことは、今後のTOF-S田S法の発展に大きく貢献するものであり、オリジ
 ナリティが高い研究成果と言うことができる。また、材料科学や環境科学などにおいて新
 たな応用分野を拓くものと期待される。
 よって,本論文は博士(学術)の学位論文として合格と認める。
 一80一
」L
